Februar 2020

VDI/VDE-RICHTLINIEN February 2020

ICS 17.180.01

DE\L/JliiglélHNER Optische Messtechnik an Mikrotopografien VDI/VDE 2655
INGENIEURE Kalibrieren von flachenhaft messenden Blatt 1.3 / Part 1.3

Interferometern und Interferenzmikroskopen
flur die Formmessung

Optical metrology of microtopographies

Calibration of interferometers and interference micro-
scopes for form measurement

VERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Friihere Ausgabe: 03.18 Entwurf, deutsch
Former edition: 03/18 Draft, in German only

Zu beziehen durch / Available at Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin — Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved (a) © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Disseldorf 2020

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. The German version of this standard shall be taken as authori-
tative. No guarantee can be given with respect to the English
translation.

Inhalt | Seite Contents Page
zuletzt ..
Vorbemerkung .............. 2025 S e 2 Preliminary note........c.ccoeverenereneneeienienienenecnnenne 2
EINICItUNG .....oevieeieiieiieeee e 3 INtroduction........c.eecveeeerierieeeie e 3
1 Anwendungsbereich.......................cccccoeiil 3 1 SCOPEC....eeeeeeeeeeee e 3
1.1 Geridtebeschreibung..........ccccceevvvereeeienenenne. 4 1.1 Description of instruments................c........ 4
1.2 Wellenldngenrelationen der 1.2 Wavelength relations of
interferometrischen Verfahren ................... 4 interferometric methods..........c.cccevenennene 4
1.3 Kurzbeschreibung der Methoden................ 6 1.3 Brief description of the methods................ 6
2 Normative Verweise...........c.cccccoviviivnniennnnn. 6 2 Normative references...........ccccccooveeviiencnnnen. 6
3 Begriffe ... 7 3 Terms and definitions ...................ccccccco il 7
4 Formelzeichen und Abkiirzungen ................... 8 4 Symbols and abbreviations ............................ 8
5 EinflussgroBen bei der 5 Parameters which affect the calibration
Geritekalibrierung fiir die Formmessung..... 11 of instruments for form measurements........ 11
5.1 Strukturiibertragung durch 5.1 Pattern transfer using interferometers
Interferometer ..........ccocevevenenenceiennenes Ll e 11
5.2 Geneigte Flachen ..........ccccooevvvvvnienreins 18 5.2 Inclined surfaces.......ccccccoeveerveneenieenennen. 18
5.3 Verfahrensbedingte 5.3 Method-related measurement errors
Messabweichungen ............cccceeevevvenenenen. L e 19
6 Mess- und Auswertebedingungen 6 Measurement and evaluation
.......................................................................... 23 requirements..................cccoeeviveeeeeieeiiiinennn. 23
6.1 Einstellparameter ...........ccccoeveveveeveneeennen. 23 6.1 Parameter Settings.........ccoevvevvereereeenennn. 23
6.2 Hinweise zu zusammengesetzten 6.2 Information regarding composite
Messungen (Stitching) ........c.cceceeceevenenees 24 measurements (Stitching) ............ccceevenene. 24
6.3 Filter...ccovininiiiiiicciccececeee 25 6.3 Filters....ccocevvereeieniiiinininerccieceee 25
6.4 Zuordnungsverfahren (Assoziierung) ...... 27 6.4 Mapping procedure (association)............. 27
6.5 Ausgewertete Bereiche 6.5 Evaluated areas
(Segmentierung)........ccoceeveeeeereeneeneennenns 27 (segmentation) ........ccceeceereeneeneenennennnn. 27
6.6 Auswerteverfahren fiir 6.6 Methods for evaluating height
Hoéhendifferenzen...........cocceeeeeceniencennen. 28 differences ......cccceveeveenienienieneceee, 28
7 Kalibrierung.............ccoooiiiiiiiiieieeeee e 29 7 Calibration.............cccccoeeiiiiiiiiiie e, 29
7.1 Skalierung der horizontalen 7.1 Scaling of the horizontal
AChSEN (X, 1) evveereereeiieeieieeie e 29 AXECS (X, ) evvreveerrereereseeeieesieenieenseeee s 29
7.2 Vergleich von Profilmessung und 7.2 Comparison of profile measurement
flachiger MessSUNg........cccevervenerenueeneennen 29 and area-related measurement ................. 29
7.3 Skalierung der vertikalen Achse (2) ......... 30 7.3 Scaling of the vertical axis (2).................. 30

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

Fachbereich Fertigungsmesstechnik

VDI/VDE-Handbuch Fertigungsmesstechnik
VDI/VDE-Handbuch Optische Technologien
VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren, Band 3: Betriebsmittel

not permitted

Vervielfaltigung — auch fur innerbetriebliche Zwecke — nicht gestattet / Reproduction — even for internal use




-2- VDI/VDE 2655 Blatt 1.3 / Part 1.3

Inhalt Seite
8 Messunsicherheit...............cccoecieriieniieninenen. 31
8.1 Modellbeschreibung...........ccccveeveveennvennnee. 31
8.2 Beitriage zur Punktunsicherheit
horizontal ..........cccoeevveieiieieiee e 32
8.3 Beitriage zur Punktunsicherheit
vertikal .......coooveeiiiierieeeee e 35
9 Ergebnisbericht..........................ool 38
Anhang A Normale.........ccccoooevveviieiieeiieeneens 39
Al Tiefeneinstell- und
Stufenhohennormale ............ccceeevverenennnee. 39
A2 Ebenheitsnormal ..........cccceevveeeieeriiennenns 42
A3 Auflosungsnormal..........cccceeveriinirnnnne. 42
A4 Profilhaftes Chirp-Normal (2d)................ 43
A5 Nomenklatur der Normale ....................... 44
Anhang B Instrumenteniibertragungsfunktion
in der Praxis.....ccccceevvvencieeniienneennen, 47
SChrifttum ......cccvevieiieiet e 49

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dusseldorf 2020

Contents Page
8 Measurement uncertainty .............................. 31
8.1 Description of the model ......................... 31
8.2 Factors contributing to the horizontal
uncertainty of points ..........c.cocceeevereennee. 32
8.3 Factors contributing to the vertical
uncertainty of points ..........ccccccevvervennnn 35
9 Resultsreport.............ccooiiiiiiiiiiiiieee 38
Annex A Standards..........ccceeeriiiniienieiieee 39
Al Depth setting and step height
Standards ........ceeeciieiiiieeie e 39
A2 Flatness standard...........ccccoeveverierreennennns 42
A3 Resolution standard ...........ccceeevvrreieeennnns 42
A4 Profiled chirp standard (2d).........c.......... 43
A5 Standards nomenclature..........c.c.ccvveennenn. 44
Annex B  Instrument transfer function
IN PraCtiCe..ecurrrirreeiieeireeiee e 47
Bibliography ......cceeeveeieriieiieieeie e 49



		2026-06-21T03:46:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




